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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 16603-20-01:2020 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN 16603-20-01:2020.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement a ['élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (1SO, IEC) :

- Influencer et participer a la conception de normes

- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR
Aucun contenu de la présente publication ne peut étre reproduit
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres
moyens sans autorisation préalable !
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 mai 2020.
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La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, francais). Une version dans une autre
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN et CENELEC dans sa langue nationale et notifiée au
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Avant-propos europeéen

Le présent document (EN 16603-20-01:2020) a été élaboré par le Comité Technique
CEN-CENELEC/TC 5 « Espace », dont le secrétariat est tenu parle DIN.

La présente norme (EN 16603-20-01:2020) est issue de 'ECSS-E-ST-20-01C.

Cette Norme Européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en
mars 2021, et toutes les normes nationales en contradiction devront étre retirées
au plus tard en mars 2021.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document
peuvent faire I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues.
Le CEN et/oule CENELEC ne saurait [sauraient] étre tenu[s] pour responsable[s]
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace 'EN 14777:2004.

Le présent document a été préparé en vertu d'une demande de normalisation
confiée au CEN par la Commission européenne et 1’ Association européenne de
libre-échange.

Le présent document a été mis au point pour couvrir tout spécialement les
systemes spatiaux et il prime donc sur les EN couvrant le méme domaine mais
avec un domaine d’application plus large (par exemple, aérospatial).

Selon le Reglement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation
nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en
application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République de Macédoine du Nord, République Tcheque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suede, Suisse et Turquie.
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Introduction

Compte tenu de l'augmentation de la puissance RF et de la miniaturisation des
équipements ou des composants, une attention de plus en plus forte doit étre portée a la
décharge auto-entretenue, critique pour les missions spatiales reposant sur les
télécommunications par satellite, les charges utiles des systemes de navigation ou les
instruments actifs hyperfréquences pour l'observation de la Terre ou les missions
scientifiques. Le phénomene de décharge auto-entretenue est une décharge d’avalanche
d’électrons qui se produit dans un vide poussé, généré par des électrons primaires a
l'intérieur d'un composant RF en présence d’une tension ou d’un champ électrique RF
local élevé.

Afin de vérifier par l'analyse qu'un équipement ou composant RF est exempt de
décharge auto-entretenue, des outils de modélisation EM précis sont nécessaires. Ces
outils nécessitent de plus en plus de ressources de calcul pour gérer des équipements ou
des composants RF caractérisés par des géométries complexes, des techniques de
fabrication avancées, des matériaux et processus de fabrication nouveaux et des signaux
RF complexes. La vérification par des essais nécessite également des installations d’essai
modernes qui fournissent une amplification de puissance élevée, des techniques de
génération d’électrons germes, des méthodes de détection multiples et précises, la
capacité de générer des signaux complexes et celle de reproduire les conditions
environnementales représentatives del’espace.

La présente norme est une mise a jour de la précédente version de’ECSS E 20 01A Rév.1
qui inclut]’état de I’art en matiere de nouvelles approches de vérification, ainsique des
marges associées.




